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Vorbemerkung
Der Inhalt dieser VDI-Expertenempfehlung ist ent‐
standen unter Beachtung der Vorgaben und Emp‐
fehlungen von VDI-EE  1100.
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän‐
dig, sind vorbehalten.
Die Nutzung dieser VDI-Expertenempfehlung ist
unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beach‐
tung der Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtli‐
nien), die in den VDI-Merkblättern geregelt sind,
möglich.
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
VDI-Expertenempfehlung mitgewirkt haben, sei
gedankt.
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei‐
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe
sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen
sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/2600.

Einleitung
Die stetige Weiterentwicklung der Halbleitertech‐
nologie ermöglicht die kostengünstige Herstellung
immer kleinerer Strukturen auf großen Wafern, das
heißt die Integrationsdichte (Anzahl der Transisto‐
ren pro Flächeneinheit) steigt. Dieser Effekt
ermöglicht einerseits immer kleinere Chips und
andererseits eine Erhöhung der Funktionalität der
Chips. Dadurch steigt der Kostenanteil für das Prü‐
fen und Messen dieser Bauelemente deutlich an.
Für eine wirtschaftliche Prüfung dieser Bauteile ist
daher von Anfang an eine sinnvolle Auswahl der
zu prüfenden Eigenschaften sowie eine hohe
Anzahl parallel zu prüfender Objekte zwingend
erforderlich. Im Verlauf der Fertigung ist eine stän‐
dige Verbesserung dieser Prüf- und Messprozesse
hinsichtlich Kosten und Qualität unbedingt durch‐
zuführen.
VDI/VDE-EE 2600 Blatt 3.2 zeigt die Anwendung
der in VDI/VDE 2600 Blatt 3 vergestellten Metho‐
dik zur Prüfplanung am Beispiel eines elektroni‐
schen Schaltkreises. Sie gibt einen kurzen Über‐
blick über die besonderen Aspekte im Bereich der
rechnergesteuerten elektronischen Prüftechnik.

1 Anwendungsbereich
Diese VDI-Expertenempfehlung wendet sich an
die Verantwortlichen für die Prüf- und Messtechnik
für elektronische Baugruppen sowie an die damit
eng kooperierenden Fachabteilungen wie das Qua‐
litätsmanagement, die Prüfplanung, das Prüfpro‐

zessmanagement, die Entwicklung und die Produk‐
tionsplanung.
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